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Ementa:

Introducdo a sintese e caracterizagdo de materiais. Conceitos bdsicos de materiais e
nanomateriais, Classificagdo e aplicagdes. Principais métodos e técnicas de caracterizagdo de
materiais: Difracao de raios X, Microscopia eletronica de varredura e microanalise elementar
(MEV/EDS), Microscopia eletronica de transmissao (MET), Microscopia de forga atdmica
(AFM), Analises térmicas (TG, DTA e DSC), Espectroscopia por infravermelho, ultravioleta e
visivel (FTIR, UV-VIS), Determinacao de tamanho de particulas (DLS) e Reologia. Preparagao

de amostras, Manuseio de equipamentos, aquisicao de dados e interpretagao de resultados.
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